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摘要(译)

本发明的实施例提供OLED显示装置和用于校正OLED显示装置的图像残
留的方法。OLED显示装置包括OLED像素阵列;像素检测电路，用于检测
OLED像素阵列中各个OLED像素的老化程度;其中，通过在OLED像素阵
列上显示老化图像来老化各个OLED像素，使得各个OLED像素的老化程
度相同;老化图像中每个像素的亮度与像素的老化程度成反比。根据本发
明实施例提供的OLED显示装置和方法，可以应用各种方法检测OLED像
素阵列中各个OLED像素的老化程度，使得OLED显示装置的图像残留可
以是通过调整各个OLED像素的老化程度来校正。
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